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ЛЕГКОТЕСТИРУЕМАЯ СХЕМА НА БАЗЕ 
ПОЛИНОМИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ВЫХОДНЫХ ФУНКЦИЙ 
Одним из решений проблемы тестирования цифровых схем яв­
.1яется придание свойств тестируемости на ранней стадии построения 
схемы (синтез легко тестируемых схем). Легко тестируемые схемы в 
тестовом режиме преобразуются таким образом, чтобы неисправности 
из заданного класса обнаруживались с помощью заранее известного 
короткого теста. Jто позволяет избежать трудоемкой процедуры син­
теза тестовой последовательности [ 1 j. 
Схемы, реализованные на основе полиномиальных разложений 
выходных функций, легко тестируемы [2,3]. Редди показал, что необ­
ходимо только четыре тестовых вектора для тестирования многовход-
1юго сумматора по модулю два, построенного на основе каскадного 
соединения двухвходных двоичных сумматоров. Используя это ре­
зультат, он показал, что для тестирования схемы, реализованной на 
основе по.1инома Жегалкина, требуется п+4 тестовых вектора, где п -
число входных вершин схемы. 
Основным препятствием для использования полиномиальных 
раз.1ожений при синтезе цифровых схем было мнение многих иссле­
дователей о большой сложности их реализации по сравнению с дру­
гими разложениями. Однако недавние исследования показали, что не­
которые классы схем (среди них арифметические устройства) имеют 
более простую реализацию именно в классе полиномов [4,5]. 
При оценке методов синтеза легко тестируемых полиномиаль­
ных форм используются следующие параметры: класс полиномов -
чем шире класс, тем больше возможностей для минимизации; класс 
обнаруживаемых неисправностей; как реализуется линейная часть - в 
виде каскада (что увеличивает задержку сигнала) или в виде дерева; 
длина теста; зависимость или независимость теста от выходных функ­
ций. 
В данной работе предлагается новая реализация легко тестируе­
мой мноrовыходной схемы. Она имеет следующие особенности: 
• схема содержит литеральную часть - входы и входные инверторы, 
& - подсхему, состоящую из конъюнкций, Etl- подсхему, состоящую 
из двоичных сумматоров, и управляющие входы; 
• $ - часть может быть реализована в виде дерева вместо каскадного 
соединения; 
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• для реализации схемы используется произвольное полиномиальное 
разложение выходных функций; 
• тест является универсальным, то есть не зависит от выходных 
функций исходной схемы и обнаруживает все одиночные неисправно­
сти на входах и выходах элементов схемы; тест состоит из п + 1 векто­
ра. 
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РЕШЕНИЕ ОСНОВНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО 
В-ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ В МНОГОМЕРНОМ 
СЛУЧАЕ МЕТОДОМ ПОТЕНЦИАЛОВ 
Пусть Е;-полупространство х р>О р - мерноrо евклидова про­
странства точек х=(х1, хр), i =(х 1 ," .,х р - 1 ) , D; - конечная область, orpa-
r • л Е· rto) ниченная гиперповерхностью класса чет. 2 в Р и частью rи-
перплоскости х Р =О. 
В данной работе рассматривается краевая задача: найти чётное 
по х Р решение уравнения 
р-1 
Ll~u + 2L 
i=I 
(1) 
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